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电光晶体是一种重要的功能晶体，以此制成的高速电光开关、电光调制器和电光偏转器在激光技
术、光谱技术等领域中有重要应用。尽管部分实用的电光晶体已实现商业化，但当前仍需发掘更
多性能优良的电光晶体以满足日益增长的电光晶体应用需求。目前，新型电光晶体的研究基本处
于停滞状态，其中的一个原因是没有合适的理论方法以系统指导新型电光晶体的探索，同时，电
光晶体的应用受到晶体对称性制约和其它苛刻条件的影响，例如高光学质量、大尺寸单晶的生长
及电光测试器件的设计存在一定难度。因此，长期以来，实用的电光晶体种类少，电光晶体的研
究相对较少，性能优异的新型电光晶体也较少。

中国科学院福建物质结构研究所中科院光电材料化学与物理重点实验室研究员叶宁课题组受到高
效的粉末倍频测试方法之于非线性光学晶体探索的启发，提出晶体电光系数的粉末测试方法，实
现晶体电光性能的初步表征。不同于纯粹的理论计算或测试，该方法通过粉末状态下晶体样品的
粉末倍频测试、红外反射谱和拉曼光谱的测试及分析来预测晶体的电光系数。

为证实该粉末测试方法的有效性，研究人员选取一系列实用的电光晶体并通过粉末测试方法得出
其电光系数，结果显示，各个材料电光系数的粉末测量值与实际晶体吻合。在该方法的指导下，
研究人员探索筛选得到潜在的电光晶体CsLiMoO4

（CLM），借助提拉法生长技术获得高质量CLM大晶体以深入研究CLM晶体的电光性能。传统
半波电压法测试CLM晶体电光系数的结果与粉末方法所得计算值一致，表现出粉末测试方法对
于打破电光晶体探索困局具有一定指导和参考作用，CLM晶体具备潜在的电光应用价值。可预
见的是，该粉末测试方法可为探索新型电光晶体开辟一条全新高效的道路，推动电光晶体的研究
和发展。

相关研究成果于近期发表在《国家科学评论》（National Science Review，2020，10. 1093/nsr/nwaa1
04）上，博士徐峰为论文第一作者，副研究员颜涛和叶宁为论文通讯作者。研究工作得到中科院
战略性先导科技专项（B类）、国家自然科学基金重大研究计划等的资助。
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图1.粉末测试方法计算晶体电光系数流程图

                                                   2 / 3



 

图2.CsLiMoO4晶体生长及其电光性能表征
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